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BADAWCZA
NCATYVA DOSKONALOSCH

Skaningowy mikroskop elektronowy INSPECT
S50
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Opis techniczny:

05s padsu)

BRSNS | | B

Zrédlo elektronéw , elektorda wolframowa Energia wigzki 200 eV - 30 keV
Detekcja elektronéw wtérnych (SE), wstecznie rozproszonych (BSE),
Mozliwosci analityczne EDS, EBSD Rozdzielczos¢ (wg producenta): 3 nm
przy 30 kV (SED) 1,0 nm przy 15 kV (SED) Niska préznia: - 10 nm przy 30kV
(SED) - 3 nm przy 3 kV (SED) Bezolejowy system pompowy.

Nazwa handlowa: INSPECT S50

Wiecej szczegolow: /equipment/skaningowy-mikroskop-elektronowy/
Rodzaj dostepu: Zewnetrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy

Osoba kontaktowa: Kopyscianski Mateusz

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
mateusz-kopyscianski-7513.html
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Jednostka odpowiedzialna: Wydziat Inzynierii Metali i Informatyki
Przemystowej

Grupa / laboratorium / zespoétl: Laboratorium skaningowej mikroskopii
elektronowej KIPiAM https://kipiam.agh.edu.pl/

Data ostatniej aktualizacji: 16 lutego 2023 09:22
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2012
Obszary badawcze IDUB:

(POB 1) Zréwnowazone technologie energetyczne, odnawialne zrédta
energii i magazyny energii oraz zarzadzanie zasobami. Projektowanie,
wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesow

(POB 2) Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamknietym:
potaczenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu
produktywnosci i minimalizacji odpadéw oraz tworzenia i
wykorzystywania wiedzy

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
taczace inzynierie materialowa z chemia, fizykg, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

Badania morfologii i sktadu chemicznego probek nieprzewodzacych w niskiej
i zmiennej prézni, Analiza topografii orientacji materiatéw
drobnokrystalicznych z peina identyfikacja fazowa, Analizy punktowe,
liniowe oraz powierzchniowe pierwiastkdw z wykorzystaniem spektrometréow
EDXS i WDXS, Analiza orientacji krystalograficznych z wykorzystaniem
dyfrakcji elektronéw wstecznie rozproszonych EBSD

Warunki udostepniania infrastruktury:

W ramach umow i zleconych zadan badawczych/upowaznienie kierownika
Katedry IPiAM.
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